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1. Wsbep

Celem pracy bylo syramd.enie oupornoScil na zaktdécenia elextro-
nagretyczne (XEl) sberownika wSEP.

Zleceniodawca dostarczyit do badad podstawowy modut sterownixa
aikroprocesorowdgo oznaczony dale] ja<o JP oraz modui rozgzerzaj4Cy
zwany dalej MR z <omylebem oprzewoldowanla i prosramen LeSGCOWYuw.
badania pr.gprowadzono w ovarciu 0 «Jd-06/B-06:00"Automatyka i po_
miary przemysiowe. Kompatypilnosé elextromagnetyczna. 0gdl.ee
wywagania 1 badania".

Zakres badai SLE. obejmowal:
-~ sprawdzeule odpornosci sterownixka od sbtrony oowodu sasilatia
220 7 50 Hz
- na zagibdcenia impulsowe nanose<undowe 5/50 ns, metocda syamalacji
SN10 (wg Fuw)
- grbcaovrwate zaniki napiecia sieci, netoda symulacji SS70
- s rawdgeuie odpornoéci sterowni%a od strony we/wy
- ua zagidcenia impulsowe nanosegundowe meboda symulacji SBE~10
~ na zaltdcenia impulsowe duze] energii, netoda symulacJi 3.30.

2., Zarunki badasa

bedania przeprowadzono dla zestawu sterowniza podane,o na rys.l.
dyjscia modutu podstawowe,o wd oraz nodulu rozszerzonego wmR byky
podigczone do odpowiednica wejsé tycaze woduldw kaolawi o diugodci
2,5 n. Doa noduly potgcuono nagistra.g ~ g£avlen o drugodci 0,5 m.
Catoé¢ uktadu ustawiono 0, mnad plaszczyzng zieai odniesie.ia
(p.z.0.).

Tryteriuan oceny po.rawnoSci pracy ugtadu podczas Tarazania zagldéce-
niani byzo:

- poprawina realizacja programu testowego

~ brak .niekontrolowanej przez . ro,ram testowy inicjalizacyi we/wy

l

poprawne dziatanie wyjsé z opdinienien czasowym

brag< sygnalizacji biednej pracy zrealizowane na laupce wewnqgbrz
ugtada, oznacsoiej Calej symbolem LuiD.

Sorawazchia oupornosci przeprowadzono przy 2 nin aarazewiac. za-

J,
Kfxbceudanmi.
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Stosowane uraadzenia pomiarowe 1 . omocaicze:

- symulator ilapulséw narosexundowycna 5/50 T.s w33225 - SC .AFFNER
~ sieé sztucuwiia z.,. 2z Pu ~ IKSALP

— praszczyzna zieasi odaiesienia 1,5 x 10m

-~ <IMamra pojemnosciowa 2zZ. z Ph - JBRA PIAP

—~ £11% - przeci.zaxidéceniowy F250/4

- gymulator zakitdceh sieciowych S.5-2 - JERA 1TAtL

— syaoulator in.ulséw Quzej energii 1,2/50 ps - TwRA PIAT

3. Badauia wsteune

Badania wstepne przeprowadzono dla peinego zestawu sterownixa, tJ.
amoduz ,odstawowy P wspdipracowal z moduien rozszerzaj.cym .iR.
4stgpne pomiary od.oruoéci sterownika przy zagibéceniach naunosegiui~
dowycd 5/E50 ns wyzazaiy nast¢pujice poziowy odpornodci:

~ oa scrony .obwodu siectowego

faza poziom zakidcen objaw zakidcenia
PN +1000 V orak objawdw

+1200 V P - wylgczenie WY/wi
z iqggoJJ orag objavdw

'i1338 g MP - wytgaczenie WY/WE

- 0d strony WE/WY nodutdw wR 1 WP

nodut pozion zagidcen oojawy zaxitdcenia
+400 7 WR - wylgczenie «Y/wE, pali-sie
D
IR +400 V WP - pali sie Lluw
+500 V R ~ wyiquzeniz JY/VW

(.
£

W delssyca baGaulacn przeprowadzo .o szereg ludatgowycn s, rawlzen
08lg ﬁnlgple

fajicycn aa celu wybdr opbyawatinyca zwian powodu].Cy K Aajwyzszej

odpornoscil sterownika, Zaiany te podano w p.4 n/sprawozdania.

Ustalono, %e badania ostateczne bgda przeprowadzone dla dwdch

wersji sterownika:

~ tylko modul podstawow, ¥

- nodut poléstawowy wspdi,racuj.cy 2 .odu.eu rozszerzajicyu AP + wk.

Ostatecsne wynigl syrawdsen podano w p. 5 n/dgrawozaanla.



4, Wprowaduone =zaiany
4.1. Zwiany w aodale _.odstawowym {(w?)

Z1 = od zitgcza do IR oligczono sypudaty RESsT 1 aOle (strob vuiordw
wyjdcLowyca), sysual iOn dotaczono do 0 V5

72 - na ssyuaca zasllania vzmac diac.y Y 1 Wi dolqczono <onée .sato-
ry o0 jujeanoscl 100-220 .f

23 ~ przysgczono sygnal RESET portu WY i L& (8258} duv 0 V 5
(odcieto RESwT systemowy) _ )

Z4  — rozdzielono zasilanie wzmacniaczy JY i +& (+24 V) od zasila-
nia gprzeuvwornicy 24 V/5 V (wycigcie $ciecZzex biegnacych dookola
modulu, zasilanie 40 wzmacniaczy Y doprowadzono za pomocy
grotaick ofcincdw'pracgoddéw,0 V 24 do zasiiciia Ve wacniaczy
wE doprowadzono odcinkiem yrzewoau bilepn.cym Lo0za Jaoduken
bezpoérednio z zasilacza)

25 =~ na szygnaca adresowycn i1 danyen aikroprocesora Z80 wstawiono
rezystory 10 k  podidqczone do +5 V7

Z6 - mna. szynle BUSRg przy ziaczu do R _odijczono fondeunsator 15 nf
do 0O V 5, przy aigroprocesorze podigcuzono kondensator 1 nf
do O V 5 1 spolaryzowano do +5 V rezystorea 10 k

Z7 - sygnaly wAIT, JALL, RiIFSH zwarto ze sobg, rodlaczbno fonden—
sator 100 nF wo O 7V 5 1 spolary owano rezystorea 10 < do +5 7V

Z3 - wprowadzono filtry pr2eciwzakidéceniowe wg rys.Z2.

4,2, Zmiany w modu.e rozszerzaj.cyu« ((R)

Z1 = odcigto dwie duze piaszez,/zny aasy od O V 5

Z2 =~ w orcie 3255 sygnaty IOW, 8084 spplaryzowano poprzez
rezystory 10 k¥ do +5 V

Z3 - spolaryzowanie przy porcie o255 <ondensabtora C5 pourzez re-—
zystur 10 & do +5 V

74 - wyjscia 'z portéw C usitadu 0255 brzeuiesiono na porty A

25 -~ tak jak zwiasna 23 w ¥

26 - tag jak zmisna Z4 w P -

a/ - bag jag zmiana 27 W oo .

(J'T
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£,%, Ziniany w oprogramowaniu

217 - niewyxgorzystene porty WE w P i MR zaprograuocwano aa0 WY

Z2 —- w zwijzgka ze zalang Z4 w R wprowadzono odpowieunie z.iany
PTOogramnowe.,

5. dohcowe wynigi pomiardw

Przy sprawdzeniac. peinego zestawu sterownika (MP + R) z ukladem
filtrow przeciwzagibdcajgcyca - jak na rys.2 - uzysiano nasbgpujece

wyuikis
oowdd zasitbécany poziom zaktucehh  objawy zakidced
F,N +2000 V bez oojawodw
+2400 ¥ wytgczeunie WY/WQE
z +1000 7 brax objawédw
+1200 V Wwytqczenie JY/WE
WE/WY P 1 wR +500 7 bra< objawow
+600 V wylaczenie wY/whE lub SIOP
ST Oo3Tanu

Przy sprawdzeniach sodutu podstawowego (P) z ugtaden filtréw
Srzeciwsaxléceniowycu (rys.2) uzysxgano nastgpuj.ce wynigi badah:

obwdd zakidcany - poziom zakidcen objawy zaxidcei
7 2400 V bez objawdw
+4000 V stop pro.ramu, pali sig L&D
N :iggg g bez obtjawdw
-4000 7 niekonvrolowa.e zataczania
WY1
Z +2000 V bez oojawdw
+2400 V niekonvrolowane zatgczeiie
WY, po narazeniach progran
: wy<Lonywany popraunie
-24C00 V wytqczeuie JY/wi
Wit/ +1000 v bez oo, awdw
+1200 V stop prograau,yali si¢ LED
~1200 V wyizczenie JY/WE
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Przeprowadzono sprawedzenie odporno$sci zestawu MP+MR na xrdtkotrwale
zaniki napigcia sieciowego. Stwierdzono, ze przy zanikach o czasie
trwania do ©2 ms_ sterownik realizowaz poprawnie program bez

objawdw zaxidécen. Przy zanikach o czasle trwania powyze] 63 ms
wystepowal objaw zatrzymania realizacji programu, ktdéry mozna byio
wznowlé sygnatem START.

Sprawdzenie odpornosci We/wnyP sterownika na zakibécenia impulsowe
duzeJ energii 8/20 ps o energii imoulsu 4J przy poziomie 2 «V,

przy metodsie symulacji sSM30, nle wygazato objawdw zaxkidbceuia pracy
moduXu podsbtawowego sterownika.

6. Wnioski

1. Iva podstawie przeprowadzonych badah stwierdza sie, zZe prototyp
scerownika LSEF po z.alanaca oplsanyca w .4 ceshuje sie naste-
pujacymi pozicmani odpornoSci na zakidcenia elessromagnetyczne:
nodut podstawowy (MP)

na zastbécenia impulsowe nanosekundowe 5/50 ns

- od strony obwodu sieciowego 2 kV (metoda symulacji SN10)

- od strony obwoddéw we/wy 1 kV (metoda symulacji SE10)

na zaklbcenia iapulsowe nanosexundowe 5/50 ns

- od strony obwodu.sieciowego 1 kV (metoda syaulacji SN10}%

-~ od strony obwoddw we/wy 0,5 kV (metoda symulacji SE10)

na zakidcenia im .ulsowe duzej energii o energii im.ulsu do 4J

i pozionie sygnaiu 2 LW,oddziatywujace na oowudy we/wy, metoda

syuaulacji 3E30 . -

- na Kkrotkotrwate zaniki napiecia zasilania sieciowe_o trwajace
do 6U as (aetoda syaulacjl 3370) przy zachowaniu poprawnego
restartu dla zanidéw o diuzszycihh czasach trwania.

2. W oparciu o wywmagania Ph-80/E~06000 mozna stwierdzié, zZe modul
podstawowy sbterownika JSEP po wprowadzeniu z.dan, ,odanych w p.4,
oraz zastosowaniu filcordw przeciwzakldceniowych w obwodzie zasi-
lania 24 V, speinia wyanaganie na wykonanie 72, moze byé stosowa-
ny w érodowisxu przemysiowym o Srednim poziomie zakldcen
(typowe pouieszczenia przeaysiowe). N

Romplet sterownika iwiSEP zawierajacy modul podsvawowy i rozsze-

rzajacy, ze zamlanaml Jjak wyzeJ, speinia wymagenia na wykonanie W

(wg PN) 1 noze byé s%ésowany w $rodowisku o niskich poziomie

' +



zakitécen ( pomieszczenla wydsiclone, w Xtéryca zastosowano

czeéciowi ocli~ong prseciwzastdceniow, vowodow).

%, PodwyZsvewnie odporiobci sompletnego stercwnika [SAP zawiersgjgcego
7 -3 & 5

moduly rodstawoyy 1 rozszerzajqcy wymaga wprowadzeunla zulan

w ukadach we 1 wy sterownika.

7Ze wzpledu na duzg iloéé wprowadzonycn zmian w ukiladach proponuje
sie przeyrowadzenie opadad KEIl na egzen larzu sterowniga, wygo-
nanym zgodnie ze zamieniong doxkumewbacjg zonstrukcyjng.
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